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Przedmijotem wynalazku jest defektoskop izo-
" topowy, przystosowany do pracy z preparatami
"~ promieniotwoérczymi i przeznaczony do bada-
nia zaréwno odlewu jak i spoin z zeliwa i sta-
li, przy czym defektoskop tem dzieki szczeg6l-
niemu polozeniu roboczemu badanego preparatu
umozliwia rdéwniez badanie odlewéw metoda
karuzelowsg.

Defektoskop wedlug wynalazku rozni sie od

znanych zastosowaniem umieszczonego w osrod-
ku rteciowym tloka do poruszania preparatu,
zamiast dotychczas stosowanego olowiu, co jest
korzystniejsze ze wzgledu na’ wiekszy wspol-
czynnik pochlaniania rteci w stosunku do olo-
wiu. .

Defektoskop wedlug wynalazku jest przedsta-
wiony na rysunku w przekroju.

*) Wiasdciciel patentu ofwiadczyl, ze tworcg
wynalazku jest Henryk Pigtkowski.

Kotpak defektoskopu skilada si¢ z dwoch spa-
wanych pétkul 1. Wewnatrz utworzonej w ten
sposob kuH umieszczona jest rura 2, zakonczo-
na z jednej strony oslong 4 preparatu, za$
z drugiej strony denkiem 8. Wewnatrz tej cy-
lindrycznej rury 2 osadzony jest tlok 3, ktéry
w przedniej swej czesci jest zaopatrzony w pre-
parat promieniotwérczy 6 umieszczony w am-
puice 5. Thoczek 3 w obu swych denkach po-
siada otworki i jest sterowany za pomoca
linki napedowej, wykonanej np. w postaci lin-
ki Bowdena. Linka ta jest polaczona z draz-
kiem tlokowym 12 tloka 3 nie bezpo$rednio,
lecz najlepiej za pofrednictwem 1lgcznika. Jest
jednak rzecza oczywista, ze napedzanie tloka
moze byé dokonywane 2z zewnatrz defekto-
skopu w dowolny znany sposéb.

Preparat promieniotwoérczy 6 w poloZeniu
catkowitego zabezpieczenia znajduje sie w $rod-
ku kuli 1. Wspomniana rura 2, w ktoréj po-
rusza sie tlok 3 jest napelniona rtecig. Przesu-



wanie preparatu 6 do polozenia roboczego od-
bywa sie przez przesuwanie diwigni nie uwi-
docznionej na rysunku. DZwignia ta jest polg-
czona z koficem linki napedowej przekazujacej
swolj ruch za poérednictwem drazka tflokowego
12 na tlok 3 i_umieszezony na nim preparat 6.
Ruch tloka 3 w rteci rury 2 jest umozliwiony
dzigki zastosowaniu vv obu denkach tego tloka
wspomnianych juz otworkéw. Polozenie robocze
preparatu uzyskuje si¢ przez przesunigcie tho-
ka 3 poza powierzchni¢ kulistego kolpaka tak,
aby oslona 5 tego preparatu 6 zanalazla si¢ we
wspomnianej oslonie 4 przeznaczonej na te
oslone 5. .

Przy defektoskopii normalnej promieniowa-
nie preparatu 6 jest ograniczone do wigzki
stozkowej, osigga sie to za pomocg nakreconego
na pier§ciei mocujacy 13 ogranicznika promie-
niowania 14.

W przypadku dokonywania zdjeé defektosko-
powych metoda karuzelowa ogranicznik 14 odej-
muje sie: :

Na zewnetrznej powierzchni kulistego kolpa-
ka 1 w plaszezyinie prostopadlej do- rury 2,
przyspawane s dwa uchwyty mocujgce 7, za

pomocg ktorych koipak 1 jest zamocowany na .

nie uwidocznionym na rysunku statywie woézko-
wym o dwéch kolkach, Widelki tego statywu
sg zamocowane na tym statywie obrotowo, co
pozwala na ruch kolpaka 1 w granicach 200—
850 mm i tym samym ulatwia wykonywanie
zdjeé. ‘
Ponijewaz ogranicznik promieniowania 14 jest
wymienny, uzyskuje si¢ mozliwo§é stosowania
defektoskopu do réiznego rodzaju prac, podczas

gdy zakres dotychczas znanych defektoui:opéw
jest ograniczony.

Zastrezenia patentowe

1. Defektoskop izotopowy, ktérego kolpak po-
siada postaé kuli olowianej, znamiennny tym,
ze wewnatrz tego kolpaka umocowana jest

wypelniona rtecig rura (2), w ktérej osadzo-

ny jest przesuwnie wydrazony tlok (3)
.0 dziurkowanych denkach, przy czym na
jednym konicu tego tloka jest umocowany
w oslonie (5) preparat promieniotwérezy (6),
-napedzany z zewnatrz w dowolny znany spo-
s6b.

2. Defektoskop wediug zastrz. 1, znamienny
tym, ze na zewnatrz kulistej powierzchni
kolpaka (1) znajduje sie¢ osiona (4), prze-
znaczona na umieszczenie w-niej oslony (5)
preparatu (6) w jego polozeniu roboczym.

3. Defektoskop wediug zastrz. 1 i 2, znamien-
ny tym, ze do zewnetrznych powierzchni kol-
paka przyspawany jest pier§cien (13), na kt6-
ry jest nasadzony lub nakrecony wymien-
ny ogranicznik promieniowania (14).

4. Defektoskop wedlug zastrz. 1—3, znamien-
ny tym, ze do zewnetrznej powierzcni kol-
paka (1) przymocowane sg dwa uchwyty

- (7) do mocowania defektoskopu na statywie
woézkowym.
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